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A találmány tárgya pólusábrák és azok metszeteinek mintakivágást nem igénylő mérési módszere központ
nélküli röntgendiffraktométerrel Ω és módosított Ψ módban. A módszert az jellemzi, hogy 

 – az Ω módban felszerelt detektorokkal ellátott berendezést kalibrálják, 
 – meghatározzák a mérni kívánt síksorozat {hkl} 2θ szögét, 

 – meghatározzák azokat a döntési pozíciókat (ψi), amelyekhez tartozó mérési irányok megegyeznek a
mérni kívánt mérési irányokkal (χi) a Ψi=[(90°-θ)±χi] összefüggés alapján, 

 – a berendezést a döntésének síkjában a minta (M) mérni kívánt elfordulási irányába (Φi) helyezik, 
 – megmérik a minta (M) által diffraktált nyaláb intenzitásait és rögzítik, 

 – elvégzik a mérés-sorozatot a minta (M) összes kívánt (Φi) elfordulási irányában, 
 – a méréseket elvégzik a mintához (M) hasonló összetételű, textúramentes, por etalonon, 


